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Аннотация 

Рассмотрены физические основы работы атомно-силовых микроскопов 

(АСМ) и их характеристики. Углеродное нано-покрытие на оргстекле 

исследовано на микроскопе Park XE15 бесконтактным методом на площади 

10x6 uм, 1x1 uм и 250x250 нм. Уровень шума для микроскопа по XY < 0,05 нм, 

по Z < 0,05 нм. Установлено, что покрытие состоит из плотноупакованных 

наноблоков овальной формы без острых кромок. Размер блоков углерода на 

покрытии в трёх измерениях равен, примерно, 190-200 нм. Высота – до 200нм. 

Минимальный размер блоков, примерно, - 50нм. Морфология поверхности 

исследовалась на сканирующем электронном микроскопе Hitachi S-3400N. 

Данные о размере блоков совпадают для обоих методов. Спектроскопическое 

исследование на приборе SHIMADZU UV-3600 в диапазоне длин волн 190 – 

3300 нм показало, что покрытия прозрачны в диапазоне видимого спектра. 

Максимум пропускания равен, примерно, 32%. В ИК коэффициент 

пропускание равен ~ 25-28%. Углеродные нано-покрытия получены с 

помощью магнетронной распылительной системы Ток разряда – 0,5 А, 

напряжение – 600 В, давление в камере 10-3 Па. Толщина покрытия ~ 500 нм, 

диаметр покрытия 20мм., диаметр подложек 60 мм, толщина – 5 мм.  
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